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Editorial

S80 apresentados, neste numero, ato trabalhos pulicados, sendo quatro na érea de Superficies,
Interfaces e Filmes Finos, das em Caraderizac® de Materiais e dois em Ciéncia eTemoalogia de Vaauo.
Destes, trés foram submetidos em 1999e dnco, em 2000.Cada atigo foi analisado por dois revisores.

O relativo atraso na pulicacéo de dguns artigos deve-se as seguintes fatores: demora na entrega
das andli ses pelos revisores, necessdade de modificagbes sugeridas pelos revisores e demora na devolu-
céo dos artigos corrigidos pel os autores.

Todas trabalhos submetidos a RBAV resultam do trabalho dedicado das autores, parém ha dguns
deles que, de amrdo com a revisao reali zada pelos pares, ndo atendem aos requisitos da revista. Pedimos
compreensdo a seus autores, pas aintencdo da Comissio Editoria é tornar arevista cadavez melhor.

Conforme dedsdo editorial, ratificada en Assmbléa da SBV, os artigos revisados, que forem
enviados aos autores para modificagfes e que ndo retornarem a revista num prazo de 6 meses, serdo con-
siderados como desisténcias dos autores em pulicalos.

Um problema que ocorreu algumas vezes foi em relagdo ao endereqo doautor corresponcente. Por
exemplo, pa ter terminado o mestrado ou o dotorado, oautor corresponcente deixou e receber a @r-
responcéncia. Portanto, sugerimos que trabalho sgja submetido pelo arientador.
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